Spektrofotometr il iSis 2

e X-rite
PANTONE®

Idealni nastroj pro urychleni a automa-
tizaci vytvareni profilli tiskaren, nové
s podporou standardui méfeni M1!

Produktivni. Rychly. Presny.

Vas ¢as je cenny. Pokud ho stravite mérenim graftl, spektrofotometr
i1iSis 2 s méficim osvétlenim fady M ovliviiuje jak vasi produktivitu,
tak kvalitu vasi tiskové produkce. Tato automatizovana ¢tecka grafd,
postavend na ocenované spektraini technologii i1, precte az 2 500
vzorkd vyti§ténych na jedné strance A3 za pouhych 10 minut!

USetiete ¢as a praci s udrzovanim spravy barev

v aktualnim stavu

« Zachytte kompletni spektrdini data pro targety, které méfite.

* \lyuzijte prepinatelné osvétleni k zachyceni MO, M1 a M2 v jednom
cyklu méfeni grafu.

* Pouzivejte sw i1Profiler pro prizpdsobeni riiznych inkoustll a substrat(i
za jakychkoli podminek zobrazeni pomoci kompenzace optickych
zjasriovaci (OBC).

e Zajistéte shodu s novymi normami ISO pro podminky méficiho
osvétleni fady M.

* Vénujte méné Casu profilovani tiskového stroje a vice péce o zakazniky.

P

Pro vice informaci o tomto produktu navstivte
www.xrite.com/ilisis-2-automated-chart-readers

i1iSis 2 a i1 Profiler: Kombinace rychlosti a snadného pouziti

Maximalni produktivita

Ve vysoce produkénich prostredich, jako je zpracovani fotografif,
velkoformatovy tisk, tisk vytvarného uméni a vysokorychlostni digitalni tisk,
je Casté méreni barevnych testovacich vzor(i pro udrzeni aktudinich profilli
spravy barev nutnosti. S i1iSis 2 tento tkol bude snadny Vytisknéte testovaci
vzor, naGtéte ho do i1iSis 2 za 10 minut nebo méné a zkontrolujte vysledky.

Shoda s normami podminek M

Automatickd ¢tecka vzor(i i1iSis 2 je v souladu s nejnovéjsimi normami. M1
je nyni specifikovanou podminkou méfeni pro GRACoL 2013, SWOP 2013
a1S0 12647-2. Ovéreni podle téchto norem by mélo byt provedeno pomoci
podminky méfeni M1. Kromé toho jsou podminky méfeni M1 vyzadovany pro
shody natisku s tiskovym archem v osvétlovacich boxech D50, které splriuji
normu 1SO 3664.

Systém vidéni pro presné zarovnani

X-Rite i1iSis 2 je dodavan s vestavénym systémem vidéni, ktery nabizi
vysokou toleranci pro zarovnani grafil pfi jejich vkladani do systému a
automaticky koriguje pFipadné nesprévné zarovnani. Cteni ¢arowych kédei pro
identifikaci grafdi dale usnadriuje pouzivani a snizuje chyby.

Potrebujete vice informaci o podminkach méreni M?

Stahnéte si nasi informativni “bilou knihu” Uspé§na spréva barev papird
s optickymi zjasriovaci na webovych strankéch www.xrite.com.
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SpekirofotometritiSis 2

Spektralni technologie i1

Snimac i1iSis 2 vyuziva spektralni technologii i1 pro prizpisobeni se
podminkam méfeni osvétleni Fady M:
* MO (bez filtru), kde ani substrat, ani zobrazovaci barviva nefluoreskuiji.

V souladu s XRGA

Standard X-Rite Graphic Arts Standard (XRGA), firemni kalibraCni standard
X-Rite pro grafické nastroje, zahrnuje nové pokroky v technologii barev a
zmény potfebné k spinéni normy 1S0-13655. Jako pfistroj kompatibilni s

» M1 pro spravné méreni substrat(i s optickymi zjasriovadi (OBA).
» M2, kdyZ je potfeba eliminovat fluorescencni efekt z nameéfenych dat.

Dvé konfigurace

Snimac i1iSis 2 je k dispozici ve dvou konfiguracich:
 Ad/Letter: Precte az 1 500 vzork na jednom listu za pouhych 8 minut.
* A3/Tabloid: Precte az 2 500 vzork(i na jednom listu za pouhych

10 minut.

Specifikace
Spektralni procesor
Spektraini rozsah
Opticka Sitka pasma
Interval vzorkovani
Spektralni reporting
Podminky méfeni
Rozhrani

Moznosti velikosti
Rozméry

Hmotnost

Shoda mezi pristroji
Kratkodobd opakovatelnost
Sitka papiru

Délka papiru

TlouStka papiru

H
i1iSis2
Technologie i1
(holograficka difrakéni mfizka s diodovym polem)

380 —730 nm
10 nm 10 nm
3,5 nm (100 pasem)
10 nm
Rezimy méreni MO, M1 a M2
USB1.1

A4

Sitka 42 cm, hloubka 16 cm, vy&ka 12 cm
(16,5 x 6,3 x 4,7 palce)

3,2kg (112,9 02)

Priimér 0,4 DE*00 Vyrobni standard pri teploté 23 °C

na 12 dlazdicich BCRA (D50, 2°)
0,1 DE*00 (D50, 2°), na bilé

6 az 23 cm (2,4 a7 9 palct)
17 cm az 66 cm (6,7 aZ 26 palcl)

Typickéd 0,16 mm, rozsah: 0,08 az 0,45 mm

XRGA zajiStuje i1iSis 2 vysoce kvalitni vyménu dat a pracovni postupy v
prostiedich, kde se pouziva riiznd instrumentace.

i1iSis2 XL

Technologie i1
(holograficka difrakéni miizka s diodovym polem)

380—-730 nm

3,5 nm (100 pasem)
10 nm
Rezimy méfeni MO, M1 a M2
USB1.1

A3+

Sitka 52 cm, hloubka 16 cm, vy&ka 12 cm
(20,5 x 6,3 x 4,7 palce)

3,9Kkg (137,6 02)

Priimér 0,4 DE*00 Vyrobni standard pri teploté 23 °C
na 12 dlazdicich BCRA (D50, 2°)

0,1 DE*00 (D50, 2°), na hilé
6 a7z 33 cm (2,4 a7 13 palcl)
17 cm az 66 cm (6,7 aZ 26 palcl)

Typicka 0,16 mm, rozsah: 0,08 az 0,45 mm
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